CM 
< 
O 

o 

CM 
00 

o> 
o 



(19) 



(12) 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets (11) EP 1 098 200 A2 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(43) Veroffentlichungstag: 

09.05.2001 Patentblatt 2001/19 

(21) Anmeldenummer: 00123270.1 

(22) Anmeldetag: 26.10.2000 



(51) Int. CI. 7 : G01R 1/073 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 

AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 
MC NL PT SE 

Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL LT LV MK RO SI 

(30) Prioritat: 03.11.1999 DE 19952943 

(71) Anmelder: 

Infineon Technologies AG 
81669 Miinchen(DE) 



(72) Erfinder: Kund, Michael, Dr. 
81371 Munchen(DE) 

(74) Vertreter: 

MULLER & HOFFMANN Patentanwalte 
Innere Wiener Strasse 17 
81667 Miinchen (DE) 



(54) Nadelkarten-Justageeinrichtung zur Planarisierung von Nadelsatzen einer Nadelkarte 



(57) Die Erfindung betrifft eine Nadelkarten-Justa- 
geeinrichtung zur Planarisierung von Nadelsatzen einer 
Nadelkarte (1), bei der die Nadelkarte (1) uber eine 
gesonderte, dynamisch arbeitende Justageeinheit (4, 



1 1) mit einer als Schnittstelle zu einem Testkopf (5) die- 
nenden Platine (3) verbunden ist. 



Fig. 1 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Nadelkarten-Justageeinrichtung zur Planarisierung von 
Nadelsatzen einer Nadelkarte (auch als Sondenkarte 
bezeichnet) in bezug auf einen zu kontaktierenden 
Wafer, bei der die Nadelkarte mit einer als Kontakt- 
Schnittstelle zu einem Testkopf dienenden Platine ver- 
bunden ist. 

[0002] Aus der DE 25 44 735 A1 ist ein Pmfkopftra- 
ger bekannt, mit dessen Hilfe der Abstand zwischen 
einzelnen Prufkopfen, die Prufspitzen tragen, eingestellt 
werden kann. Damit soli eine Anpassung der Pruf kopfe 
an verschiedene Schrumpfungen keramischer Sub- 
strate erreicht werden. 

[0003] Weiterhin beschreibt die US 5,861,859 ein 
automatisches Planarisierungssystem fur Prufkarten, 
bei dem eine Prufkarte beziiglich einer Waferoberflache 
justiert wird, indem zuerst drei Spitzen der Prufkarte, 
von denen zwei hohenvariabel sind, an der Waferober- 
flache ausgerichtet werden. 

[0004] Nadelsatze von Nadelkarten stellen 
bekanntlich die elektrische Verbindung zwischen einzel- 
nen Kontaktpads bzw. -kissen von Chips einerseits und 
einem Testkopf her, um so die Funktionsfahigkeit der 
Chips auf dem Wafer zu uberprufen. Dabei ist die Pla- 
narisierung der Nadelsatze der Nadelkarte in bezug auf 
den zu kontaktierenden Wafer bzw. die in diesem ent- 
haltenen Chips mit zunehmender Anzahl der gleichzei- 
tig zu kontaktierenden Chips immer aufwendiger. Die 
Nadelsatze mussen namlich bis in die GroGenordnung 
von 1/4 |im genau auf die ihnen jeweils zugeordneten 
Kontaktpads der Chips justiert werden. 
[0005] Dabei ist zu beachten, daB zusatzlich zu der 
statischen Justage der Nadelkarte relativ zu den Chips 
auch noch dynamische Komponenten berucksichtigt 
werden mussen, die beispielsweise durch Warmeaus- 
dehnung der Nadelkarte wahrend eines Aufwarmens 
bzw. Abkuhlens uber eine Wafer-Haltevorrichtung, auch 
"Chuck" genannt, bedingt sind. Andere dynamische 
Komponenten sind auf Alterungseffekte der Nadelkar- 
ten zuruckzufuhren, auf denen die Nadelsatze meistens 
verklebt sind. Die dynamischen Komponenten konnen 
aber auch sehr kurze Zeitkonstanten, wie beispiels- 
weise bei Erschutterungen, haben. 
[0006] Bei auf der Nadelkarte verklebten Nadelsat- 
zen werden diese bisher nicht Oder nur durch nachtrag- 
liches Verbiegen jeder einzelnen Nadel justiert, was bei 
der geforderten Genauigkeit bis zu 1/4 u.m einen erheb- 
lichen Kosten- und Zeitaufwand bedeutet. Sind die 
Nadelsatze auf sogenannten Spacetransformern aufge- 
bracht, so konnen sie mit Hilfe von einfachen Schrau- 
ben justiert werden, womit aber die angegebene 
Genauigkeit kaum zu erreichen ist. 
[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine Nadelkarten-Justageeinrichtung zu schaf- 
fen, mit der die Nadelsatze einer Nadelkarte ohne 
weiteres in bezug auf einen zu kontaktierenden Wafer 



planarisiert werden konnen. 

[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Nadelkarten- 
Justageeinrichtung der eingangs genannten Art eilin- 
dungsgemaB dadurch gelost, daB die Nadelkarte uber 

5 eine gesonderte, dynamisch arbeitende Justageeinheit 
mit der Platine verbunden ist. In bevorzugter Weise ist 
diese Justageeinheit aus wenigstens einem Piezoele- 
ment aufgebaut. Sie kann aber auch eine Vielzahl von 
Piezoelementen umfassen, die im Randbereich der 

w Nadelkarte an dieser angreifen. 

[0009] Mit der erfindungsgemaGen Nadelkarten- 
Justageeinrichtung kann die Planaritat der Nadelkarte 
ohne weiteres an Ort und Stelle durch dynamische 
Justage hergestellt werden. Das heiGt, eine Nadelkar- 

15 ten-Dejustage, die beispielsweise durch Warmeaus- 
dehnung der Nadelkarte oder durch kurzzeitige 
Erschutterung hervorgerufen ist, laBt sich ohne weite- 
res korrigieren. Infolge der dynamischen Einstellbarkeit 
der Nadelkarte laBt sich die Parallelitat zwischen Nadel- 

20 karte und Wafer bei dessen Kontaktierung uber den 
Waferrand hinaus korrigieren. 

[0010] Da mit der gesonderten, dynamisch arbei- 
tenden Justageeinheit, uber die die Nadelkarte mit der 
Platine verbunden ist, ohne weiteres auch dynamische 

25 Effekte korrigierbar sind, entfallt jeglicher Bedarf fur 
zusatzliche Einstelleinrichtungen. Auch kann mit Hilfe 
einer Kontakttestschleife, d.h. einem Programm zur 
Verifikation des Kontaktes jeder Nadel zu einem zuge- 
horigen Pad, die Justage vorgenommen werden. 

30 [0011] Die Justageeinheit kann in Richtungen, die 
im wesentlichen senkrecht zu der durch die Nadelkar- 
ten-Oberflache aufgespannten Ebene sind, und/oder in 
Richtungen, die im wesentlichen in dieser Ebene liegen, 
wirken. 

35 [0012] Durch den Aufbau der Justageeinheit aus 
insbesondere Piezoelementen laBt sich deren Einstell- 
barkeit mit hoher Prazision realisieren. 
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

40 

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer 
Nadelkarten-Justageeinrichtung nach einem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

45 Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Nadel, 
die ein Pad auf einem Chip kontaktiert, 

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht einer 
Nadelkarten-Justageeinheit nach einem 
50 zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 

und 

Fig. 4 eine Draufsicht auf mehrere Nadelkarten- 
satze in einer Nadelkarten-Justageeinheit 
55 nach einem vierten Ausfuhrungsbeispiel der 

Erfindung. 

[0014] Fig. 1 zeigt eine Nadelkarte 1, die mittels 



45 Fig. 2 
Fig. 3 

50 

Fig. 4 

55 
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Schrauben 4 zwischen einer Platine 3 und einem Fen- 
ster einer Versteifung 2 gelagert ist. Die Platine 3 dient 
dabei als Kontakt-Schnittstelle zu einem Testkopf 5, mit 
dessen Hilfe Testsignale zu einzelnen Nadeln 6 der 
Nadelkarte 1 geliefert werden konnen. 5 
[0015] Fig. 2 zeigt den Aufbau einer solchen Nadel 
6, wobei hier die Nadel 6 ein Pad 7 auf einem Chip 8 
eines Wafers kontaktiert. 

[0016] Die elektrische Verbindung zwischen dem 
Testkopf 5 und der Platine 3 ist durch Verbindungs- 10 
busse 9 angedeutet, wahrend zwischen der Platine 3 
und den einzelnen Nadeln 6 Verbindungsdrahte 10 
gefuhrt sind. 

[0017] Die Schrauben 4 stellen eine mechanische 
Justageeinheit dar, da durch deren Verdrehen Parallel'!- 15 
tat zwischen der Nadelkarte 1 und der Oberflache eines 
durch die Nadeln 6 kontaktierten Chips naherungs- 
weise bewirkt werden kann. 

[0018] ErfindungsgemaB sind zusatzlich zu den 
Schrauben 4 noch Piezoelemente 11 vorgesehen, die 20 
jeweils liber eine Fuhler- bzw. Sense-Leitung 12 und 
eine Aktivleitung 13 mit einer Steuereinheit 14 verbun- 
den sind. Wird durch die Piezoelemente 11 eine Fehl- 
ausrichtung zwischen den Nadeln 6 der Nadelkarte 1 
und der Waferoberflache festgestellt, so wird diese 25 
Fehlausrichtung uber die Sense-Leitung 12 an den 
Rechner 14 gemeldet. In diesem werden die zum Aus- 
gleich der Fehlausrichtung notwendigen Korrekturen 
berechnet, um sodann entsprechende Signale uber die 
Aktivleitung 13 an die Piezoelemente 11 abzugeben. 30 
[0019] Selbstverstandlich sind alle Piezoelemente 
11 uber entsprechende Leitungen 12, 13 mit der Steu- 
ereinheit 1 4 verbunden, obwohl dies in Fig. 1 zur besse- 
ren Ubersichtlichkeit nur fur ein Piezoelement 11 
gezeigt ist. 35 
[0020] Anstelle von Piezoelementen konnen auch 
andere, eine dynamische Justage ermoglichende Bau- 
teile verwendet werden. 

[0021] Die Leitungen 12, 13 bilden mit der Steuer- 
einheit 14 eine Kontakttestschleife, mit deren Hilfe 40 
durch entsprechende Dillatation bzw. Kontraktion der 
Piezoelemente 1 1 die gewunschte Justage vorgenom- 
men werden kann. 

[0022] Die Nullposition der Nadelkarte kann nach 
einer durchgefuhrten Justage mittels der Schrauben 4 45 
eingestellt werden, so daB die Piezoelemente 11 nur 
noch Nachjustierungen vorzunehmen brauchen. 
[0023] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung, bei dem die Nadelkarte 1 mit einem Satz 
aus Nadeln 6 in einem Fenster einer Versteifung 2 gele- 50 
gen ist. Hier sind die Piezoelemente 1 1 zwischen dieser 
Versteifung 2 und einer Platine 3 angeordnet, so daB 
die Justage allein uber die Piezoelemente 3 und nicht 
uber zusatzliche Schrauben 4 vorzunehmen ist. 
[0024] Im ubrigen ist das Ausfuhrungsbeispiel der 55 
Fig. 3 in gleicher Weise wie das Ausfuhrungsbeispiel 
der Fig.' 1 aufgebaut: auch hier sind die Piezoelemente 
1 1 uber entsprechende Leitungen (in Fig. 3 nicht geson- 



dert gezeigt) mit einer Steuereinheit verbunden. 
[0025] Fig. 4 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel, bei 
dem eine Anordnung von mehreren Nadelkarten 1, die 
in einem als Versteifung 2 wirkenden festen Rahmen 
angebracht sind und lateral gegen diesen Rahmen bzw. 
gegen einander durch Piezoelemente 11 verschoben 
werden konnen. 

[0026] Solche lateral wirkende Piezoelemente kon- 
nen ohne weiteres auch mit den vertikal wirkenden Pie- 
zoelementen der Fig. 1 und 3 kombiniert werden, wenn 
sie beispielsweise in Fig. 1 zwischen der Versteifung 2 
und der Nadelkarte 1 in geeigneter Weise angebracht 
werden. 

Patentanspruche 

1. Nadelkarten-Justageeinrichtung zur Planarisierung 
von Nadelsatzen (6) einer Nadelkarte (1) in bezug 
auf einen zu kontaktierenden Wafer (8), bei der die 
Nadelkarte (1 ) mit einer als Kontakt-Schnittstelle zu 
einem Testkopf (5) dienenden Platine (3) verbun- 
den ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Nadelkarte (1) uber eine gesonderte, dyna- 
misch arbeitende Justageeinheit (4; 1 1 ) mit der Pla- 
tine (3) verbunden ist. 

2. Nadelkarten-Justageeinrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Justageeinheit aus wenigstens einem Piezoele- 
ment (11) aufgebaut ist. 

3. Nadelkarten-Justageeinrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Justageeinheit eine Vielzahl von Piezoelemen- 
ten (11) aufweist, die im Randbereich der Nadel- 
karte (1) an dieser angreifen. 

4. Nadelkarten-Justageeinrichtung nach einem der 
AnsprCiche I bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
die Justageeinheit (4, 11) uber eine Sense-Leitung 
(12) und eine Aktivleitung (13) mit einer Steuerein- 
heit (14) verbunden sind. 

5. Nadelkarten-Justageeinrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
zwischen der Nadelkarte (1) und der Justageein- 
heit (1 1 ) zusatzlich eine Versteifung (2) vorgesehen 
ist. 

6. Nadelkarten-Justageeinrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichn t, daB 
die Justageeinheit (4; 11) in Richtungen, die im 
wesentlichen senkrecht zu der durch die Nadelkar- 
ten-Oberflache aufgespannten Ebene sind, 
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und/oder in Richtungen, die irn wesentlichen in die- 
ser Ebene liegen, wirkt. 
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